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1. Vyroba vzorki

Vyroba vzorkl spociva ve vyfiznuti ¢asti materialu z posuzovanych odlitki, a to
V misté¢ vzniku moznych strukturalnich vad. Povrch takto vzniklych vzorka se dale

vylesti a pro zviditelnéni mikrostruktur poté jesté nalepta (viz. Obr. 2).

Obr. 1 Obrobek 1733-00

Obr. 2 Odebrané vzorky z dilii 1733-00 a 1714-00



2. Mikrostruktura materialu

Hodnoceni  mikrostruktury — materiald  bylo provedeno pomoci inverzniho
metalografického mikroskopu Neophot 32 s vystupem obrazu pomoci CCD kamery
Olympus ColorView Ill. Mikrostruktury posuzovanych vzorkt jsou potom zndzornény na
Obr. 3 az 8 (pii ruzném zvétSeni), kde si lze vSimnout rozloZeni tmavé faze, coz je

eutektikum AlFeSi a svétlé faze, které reprezentuje tuhy roztok Al(Si).

2.1.Mikrostruktura odlitku 1733-00

Obr. 3 Mikrostruktura obrobku 1733-00 zvétsend 250x



00 zveétsena 500x

Obr. 4 Mikrostruktura obrobku 1733

00 zvétsena 800x

Obr. 5 Mikrostruktura obrobku 1733



2.2. Mikrostruktura odlitku 1714-00

Obr. 6 Mikrostruktura obrobku 1714-00 zvétsenda 250x

Obr. 7 Mikrostruktura obrobku 1714-00 zvétsena 500x



Obr. 8 Mikrostruktura obrobku 1714-00 zvétsena 800x



3. Chemicka mikroanalyza

Presnéjsi charakterizace jednotlivych fazi u obou vzorki, je zobrazena na nize uvedenych
snimcich s EDX analyzou, kterd byla provedena pomoci EDX analyzatoru Bruker, jenz je
soucasti elektronového mikroskopu TESCAN VEGA 3 EasyProbe. Z Obr. 13 a 18 je jasné
patrné, Ze v obou odlitcich je pfitomno nezadouci zelezo (Fe), které ma podstatny vliv na

obrobitelnost obou dilu.

3.1.Chemicka mikroanalyzy odlitku 1733-00

SEM HV: 20.0 kV WD: 14.77 mm ] i ] | EE e VEGA3 TESCAN
View field: 3.71 mm SEM MAG: 54 x 1 mm i
Det: SE Date(m/d/y): 11/10/16 University of Pardubice n

Obr. 9 Zkoumany povrch odlitku 1733-00 zvétseny 54X



SEM HV: 20.0 kV

WD: 14.84 mm

| | | | | VEGA3 TESCAN

View field: 665 pm

SEM MAG: 300 x

Det: SE

Date(m/d/y): 11/10/16

200 ym

! 4

University of Pardubice n

Obr. 10 Zkoumany povrch odlitku 1733-00 zvétseny 300x



SEM HV: 20.0 kV

WD: 14.82 mm

|

| ] VEGA3 TESCAN

View field: 199 ym

SEM MAG: 1.00 kx

Det: SE

Date(m/d/y): 11/10/16

! 4

University of Pardubice n

Obr. 11 Zkoumany povrch odlitku 1733-00 zvetseny 1000x

10



SEMHV:20.0KV | WD:14.82mm || (||| ||] ~ VEGA3 TESCAN

View field: 2.99 mm SEM MAG: 50 x | 500 pm University of Pardubice

Obr. 12 Vytipovand oblast pro chemickou mikroanalyzu odlitku 1733-00; 50x
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VEGA3 TESCAN

SEM HV: 20.0 kV WD: 14.82 mm [11] I i
View field: 150 pm | SEM MAG: 1.00 kx | 20 pm University of Pardubice

Obr. 13 Vytipovand oblast pro chemickou mikroanalyzu odlitku 1733-00; 1000x
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3.2.Chemicka mikroanalyzy odlitku 1714-00

SEM HV: 20.0 kV WD: 14.67 mm B VEGA3 TESCAN
View field: 3.69 mm SEM MAG: 54 x 1 mm i
Det: SE Date(m/d/y): 11/10/16 University of Pardubice n

Obr. 14 Zkoumany povrch odlitku 1714-00 zvétseny 54x
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SEM HV: 20.0 kV WD: 14.66 rhm [ | ] | | L] | VEGA3 TESCAN
View field: 665 pm SEM MAG: 300 x 200 pym &
Det: SE Date(m/d/y): 11/10/16 University of Pardubice "

Obr. 15 Zkoumany povrch odlitku 1714-00 zvétseny 300x
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e i1
SEM HV: 20.0 kV WD: 14.70 mm Bl e VEGA3 TESCAN
View field: 199 ym SEM MAG: 1.00 kx |50 um i
Det: SE Date(m/d/y): 11/10/16 University of Pardubice n

Obr. 16 Zkoumany povrch odlitku 1714-00 zvetseny 1000x
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SEMHV: 200KV | WD:14.70mm | || (||| VEGA3 TESCAN
View field: 2.99 mm SEM MAG: 50 x | 500 pm University of Pardubice

Obr. 17 Vytipovana oblast pro chemickou mikroanalyzu odlitku 1714-00; 50x
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SEM HV: 20.0 kV WD: 14.68 mm il VEGA3 TESCAN
View field: 150 ym | SEM MAG: 1.00 kx ‘ 20 pm University of Pardubice

Obr. 18 Vytipovana oblast pro chemickou mikroanalyzu odlitku 1714-00; 1000x
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4. Méreni mikrotvrdosti

Mg¢teni mikrotvrdosti bylo provedeno v oznacené oblasti na Obr. 19 pomoci tvrdoméru
Zwick/Roell ZHV10. Nulova poloha méfeni je neopracovana strana odlitku v misté

vyztuzného Zebra (na Obr. 19 méfeno ,,zdola nahoru®). Prib&h mikrotvrdosti napti¢ vzorky

je poté graficky znazornén na Obr. 20 a 21.

Obr. 19 Misto méieni mikrotvrdosti
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Obr. 20 Graf mikrotvrdosti odlitku 1733-00
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Obr. 21 Graf mikrotvrdosti odlitku 1714-00
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